05/04/2018 Adi Soyad::

Toplam Not:

1. Asagida her bir grafige karsi gelen karakterizasyon teknigini belirleyiniz: (25 p)
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2. Asagidaki tabloyu doldurunuz: (15p)

Teknik Probe Esik dedeksiyonu Dedekte edilen
sey nedir?
Elements
X-rays 2%

Magnetic field +
Electromagnetic

Thermoluminescence

Chemical bonds




3. Asagidaki iki grafik ayni teknigi temsil etmektedir. Bu karakterizasyon teknigi nedir? iki grafik
arasindaki temel fark nedir, agiklayiniz. (10p)
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4. EPRsinyalinden sorumlu olan rezonans denklemini (enerji denklemi) yaziniz, her bir sembolii
birimleri ile birlikte yazarak agiklayiniz. (10 p.)
5. (a) 3 farkh bilesene sahip EPR spektrumu giziniz. (b) Ayni grafikte yalnizca bir bilesene sahip olan
artan farkli dozlara sahip 4 EPR spektrumu c¢iziniz. (15p.)
6. Asagidaki ifadeleri Dogru ya da Yanlhs olarak siniflandiriniz. (25p):

TIeMMOO®P

XRF ve EPR pikleri simetriktir, bu ylizden fit icin Lorentzian ve Gaussian pikleri kullanilabilir.
XRF pikleri simetriktir degildir; bu ytzden fit icin Lorentzian ve Gaussian pikleri kullanilabilir.
TL pikleri simetriktir.

EPR tuzaklanmis yiik mekanizmasi kullanir.

XRD elementel analiz hakkinda bilgi verebilir.

Yuksek dozlar icin, EPR doz cevabi eksponansiyel fonksiyonlar kullanilarak yaklasiklik yaptlir.
EPR de, spesifik bir komponentin g degeri materyale 6zguduir.

FTIR ve RAMAN karakterizasyon teknikleri, iyonize radyasyonu kullanir.

Amorf ve kristal faza sahip materyaller icin, XRD spektrumu hem keskin hem de genis pikler
icerir.

Asagidaki grafik, EPR siddetinin mikrodalga glicliniin karakoku ile degisimini gosterir.
Verilen grafikte, grafigin ilk kisminda 6l¢lim yapmaktan kaginiimalidir.

EPR teknigi ile organik materyal dlgiilebilirken termoliiminesans teknigi ile l¢lilemez.
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